
最表面のみの前処理法で分析可能な元素

概要

■注意事項
・対応可能なウエハサイズはΦ8inch以下となります。より大きなサンプルをご希望の場合は、ご相談くだ

さい。
・SiO2膜以外の膜での分析をご希望の場合は、ご相談ください。

SiO2膜成膜後の過程でウエハ表面に付着した金属汚染を確認する場合、分析の前処理としてSiO2膜を
酸に溶解し、溶液の分析を行う方法が従来より用いられています。この方法では、最表面の金属汚染と
SiO2膜中の金属汚染を併せた分析結果となり、最表面の金属汚染のみの分析には不向きでした。
MSTでは、前処理でSiO2膜を溶解せずに最表面に付着した金属元素のみを溶解することにより、ウエハ
最表面の金属汚染元素評価が可能です。
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